
ABSTRACT
본 논문에서는 계통과 연계된 분산전원시스템에 있어 계통

연계형 태양광 발전 시스템의 주요한 요구사항에 해당되는

의 시험 사양 및 기술 사양에 대하여 기IEEE Std 1547/1547.1
술하기로 한다 당사인 에서는 이 인증을. KACO new energy
통해서 기술적인 진보와 제품 안전의 우위성을 확보 하였고 부

가적으로 미국과 캐나다 시장 진출에 대한 교두보를 마련하였

다 인증을 받은 시리즈 자료의 일부분을 바탕으로 시. XP100U
험의 중요성 및 필요성에 대한 그 타당성을 입증한다.

서 론1.
최근 들어 심각한 환경 문제 및 급격히 증가되고 있는 전력

수요에 따라 각 국가에서는 정부의 각종 지원 정책아래 분산형

전원에 대한 보급이 확산되고 있다 이에 따라 각 나라마다 계.
통 운영자와 발전 사업자간의 규정은 매우 중요해지고 있으며

명확해 지고 있다 따라서 계통연계형 인버터 시장에서도 수출.
하려고 하는 국가의 관련 규정에 의거한 인증을 필히 요구하고

있어 시장진출의 어려움을 겪기도 한다 하지만 내부적으로는. ,
해외규격의 인증을 받기 전과 후에 연구 기획하는 부분에서 부

터 판매하는 전 과정까지 선진 규격에서 요구하는 수준에 맞도

록 제품을 만들어야 하므로 제품의 품질 수준을 극대화 시킬

수 있는 장점도 있다.
본 논문에서는 의 계통연계 시험규정IEEE Std. 1547/1547.1

을 중심으로 분산전원이 계통에 미치는 영향과 계통 운영 측면

에서 분산전원의 영향에 대한 규정을 검토하며 당사의

시리즈 제품의 인증 시험 및 절차를 통해서 전력품질XP100U
평가기준을 고찰해 보고자 한다.[1]

의 일반적인 요구 사항2. IEEE Std. 1547/1547.1
절 온도시험1.1

주위 온도에 따라서 계통 연계형 인버터의 성능을 평가 하

는 시험이다 온도 시험에는 운전을 하며 운전 온도 범위를 결.
정하는 시험과 운전을 하지 않는 상태에서 오랜 시간 저장하는

시험 두 가지를 시행 하며 각각의 시험 방법은 다음과 같다.
항온항습기 온도를 주위온도에서 로 내리고 계통연· -20• ℃

계형 인버터는 최소 출력으로 운전하며 그 시점부터 시24
간이 지날 때까지 동작의 이상 유무를 판별한다· .

전압 범위

기준 전압에 대한 비율( %) 고장 제거 시간 초 이내( )
V 50∠ 0.16

50 V 88≤ ∠ 2.00
110 V 120∠ ∠ 1.00
V 120≥ 0.16

표 계통연계 시스템의 이상전압 범위1

Table 1 Interconnection system response to abnormal voltage

인버터에 전원을 인가하지 않은 상태에서 항온항습기 온·•

도를 까지 올린다 내부 온도가 가 되는 시점부터70 . 70℃ ℃

시간 동안 보관하며 시간 경과 후 항온항습기 내부72 72 ·
온도를 다시 주위온도 상온 까지 내린다 이 때 계통( 25 ) .℃

연계형 인버터를 동작시켰을 시 이상이 없어야한다.
절 과전압 및 저전압 시험1.2

계통전압이 표 과 같은 범위에 있을 때에는 분산형전원은1 ,
제시된 고장 제거 시간 내에 연계된 계통과 분리 되어야 한

다 고장제거 시간은 계통의 전압이 비정상으로 발생한 시간부.
터 분산형전원이 계통과 분리되기까지의 시간을 의미한다 단. ,

이하의 용량을 가지는 분산형전원은 지정된 전압범위와30kW
고장 제거시간이 고정되어 있거나 현장에서 조정 가능하지만

이상의 용량을 가지는 분산형전원은 지정된 전압범위만30kW
현장에서 조정이 가능하다.
그림 의 는 계통의 과전압 시험을 하기 위한 가상 계통1 (a)

전압의 설정 그래프이고 는 당사에서 측정한 실제 인버터의(b)
실험 파형 모습 중 하나 이다 실험 파형과 같이 출력 전압의.

이상으로 가상 계통전압을 상승 시켰을 시 계통연계형 인110%
버터는 규정 초 이내에서 가상 계통으로부터 분리되는 것을(1 )
확인할 수 있다.
그림 는 마찬가지로 가상 계통의 출력 전압을 이하2.4 88%

로 하강 시켜 저전압 발생 시 계통연계형 인버터가 계통으로부

터 분리되는지를 시험한다 실험 파형에서 볼 수 잇듯이 이때.
에도 역시 규정 초 이내에 계통과 분리된 것을 확인할 수 있(2 )
다.
마찬가지로 계통주파수가 규정범위 밖에 있을 때에도 계통

연계형 인버터는 제시된 고장 제거시간 내에 연계된 계통으로

계통연계형 태양광 인버터 시스템에 부합 된

에 관한 고찰IEEE Std. 1547/1547.1
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과전압 시험 실험 파형(b)

그림 계통의 과전압 시험 설정 및 실험 파형1

Fig. 1 Experiment Waveform and Test Setting of

Grid Over Voltage

부족 전압 시험 실험 파형(b)

그림 계통의 과전압 시험 설정 및 실험 파형2

Fig. 2 Experiment Waveform and Test Setting of

Grid Under Voltage

부터 분리가 되어야 한다.
절 동기화 시험1.3

분산형전원이 계통에 연계 시에 지역 전력계통 전압수준의

이상의 전압동요를 일으키지 않으면서 지역 전력계통과±5%
평형을 유지하며 기동하는지와 최대 기동 전류를 결정하기 위

한 시험이다 이는 분산형 전원들에 의한 계통에 영향을 최소.
화하기 위함이다.

절 보호 시험1.4 EMI
분산형전원 시스템은 에준하는전IEEE Std C37.90.2-1995

자기방해 환경을 견디어 내는 능력을 갖추어야 한다(EMI) .
의 영향은 연계계통의 오작동 또는 상태의 변화를 가져오EMI

지 않아야 하기 때문이다 그리고 또. IEEE Std C62.41.2-2002
는 에 정의된 환경에 준하는 전압 및IEEE Std C37.90.1-2002
전류서지를 견디어 내는 능력 또한 갖추어야 하기 때문에 이에

대한 규정에 의거 시험을 한다.
절 단독운전 보호 시험1.5

단독운전이란 계통연계 인버터의 출력전력과 수용가의 소

비전력이 평형을 이루었을 경우 계통이 상실되어도 공통 접속

점 전압의 실효값 및 주파(PCC:: Point of Common Coupling)
수가 변동하지 않기 때문에 계통연계형 인버터가 정지하지 않

고 계속 운전하는 현상을 말한다 이럴 경우 감전사고 및 계통.
의 재폐로 시 전력기기 및 부하기기의 손상이 우려된다 따라.
서 에서는 단독운전방지 시험에 대해 그림IEEE Std 1547.1 3
과 같은 시험 구조 하에 시험을 시행한다.

그림 단독운전 시험의 구조3

Fig. 3 Configuration of Islanding Test

결 론3.
본 논문에서는 의 시험 사양 및 기IEEE Std. 1547/1547.1

술 사양에 대하여 실제 인증을 받은 시리즈 자료를XP100U
바탕으로 주요한 시험의 일부를 기술하였다 이 외에도 상 개.
방 시험 및 고장 발생 후 재접속 시험 고조파 시험 등 여러,
가지 주요한 시험이 있으며 계통연계형 인버터 시장에서의 세

계적인 경쟁력을 갖추기 위해서는 뿐만IEEE Std. 1547/1547.1
아니라 각 국가의 관련 규정에 의거한 인증에 대해 보다 심도

있는 연구와 기획단계에서부터의 철저한 검토가 이루어 져야

할 것이다.
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